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5t B zdvodnéni

divodnéni ndvrhu fedeni zakdzky sndzvem “Bezpeiné mazdni paméfovych ¢&iph pomoci
elektromagnetického pulsu”

V rdmci fedeni zakazky bude postupovédno nésledujicim zpsobem:

Z dostupnych zdrojl (patenty, védecké publikace, knihy, internetové zdroje) bude vypracovana rederie na
terna: soucasny stav technologii solid state paméti, moZnosti pfedteni dat uloZenych v pamétovych gipech
labaratornimi  technikami, moZnosti pouzitl elektromagnetického pole pro bezpeéné (destruktivni i
nedestruktivni) mazani pamétovych &ipl,

Do zpracovaného textu zakomponujeme védecky podioZeng lvahy o mozZnostech wydteni informaci
v paméfovych Cipech, a to za pouzitl fyzikainich metod dostupnych védecké komunité. Provedeme
zhodnoceni naro¢nosti a reafizovatelnost takovychto experiments v akademickém prostiedi v R a ve
sveté. Dale popiseme paramefry elektromagnetického pulsu (EMP) a mechanismy a postupy jeho
generavani. Zhodnotime pascbeni EM pulzu na pamétfova zatizent jako funkénich celk( (USB Flash disk,
S3D pevny disk, pamétova karta).

R V ramet fedeni zakazky provedeme a vyhodnotime experiment s plisobenim pulzniho elektromagnetického
pole ruzné intenzity na pamétové Eipy - piipadng celd pamsétova zafizeni. Jako zdroje pulzniho
pole pouZijeme pulzni vysokonapétove zdroje a Marx(v generator - 300 kV viastni konstrukce. V ramci
experimentd se na nasem pracovisti chemicky odleptd pouzdro pamétoveho &ipu, zjisti se vnitinl rozioZeni
komponent (&teci obvody, matice pamétovych bunék), nasledné pfipravime z tzv. Mu-metalu ochranny
stinici kryt na Gteci obvody a necha se obnaZena ¢ast pamét'ové matice, na kterou bude moci EM pulz
plsobit. Pamétové medium (USB Flash disk) zaplnime znamym datovym obsahern, exponujeme plsobenf
EM pulzu a nasledné se pokusime data Cist pies étect obvody pamétového Eipu.

Vysledkem fedeni bude vyzkumna zprava zahwnujici vechny poznatky ziskané jak redersi, védeckymi
tivahami tak experimentem,

Reseni problému rozdélime do trech etap:
I. Etapa (zafi-tijen, 2017) - TEORETICKA

+« Plehled soulasného stavu technologii pameétowych &ipl  (solid state paméti pouZivané
v paméfovych kartach, USB flash discich, SSD discich

+ Prehled moznosti vy&teni informaci v pamétovych &ipech, za pouziti fyzikdinich metod dostupnych
védecke komunité

« Zhodnoceni naroénosti a realizovatelnosti téchto experiment(

¢ Popis elektromagnetického pulzu (EMP) - fyzikdini parametry, mechanismus a postupy generovani

*  Zhodnoceni pGsobeni EMP na pamétovd zafizeni jako celek a prehled pouZiti EMP k mazani
médii ve svété

Il. Etapa (listopad-prosinec, 2017) ~ EXPERIMENTALNI

»  Prakticky experiment — ptisobeni pulzniho elektromagnetického pole rizné intensity na pamétové
Cipy (cefa zafizeni) a pomoci navrieného laboratorniho postupu zjidténi mozZnosti vyéteni
uloZzenych informaci

HIit. Etapa (ukonéeni zakazky leden, 2018)

¢ oponentni fizeni na NBU
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